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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済

産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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序文 

この規格は，2011 年に第 1 版として発行された ISO 15530-3 を基に，技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

この規格は，製品の幾何特性仕様（GPS）の規格であり，一般 GPS 規格とみなされる（ISO/TR 14638

参照）。この規格は，サイズ，距離，半径，角度，形状，姿勢，位置，振れ及びデータムの規格チェーンの

リンク番号 6 に関係する。 

ISO/TR 14638 で示された ISO/GPS マスタプランは，この規格を含む ISO/GPS システムの全体像を与え

る。ISO 8015 が与える ISO/GPS の基本ルールがこの規格に適用され，他に指示がない場合，JIS B 0641-1

（ISO 14253-1）の適合判定規則が，この規格に従う仕様に適用される。 

GPS マトリックスとこの規格との詳細な関係については，附属書 B を参照。 

座標測定機は，産業界において製品の幾何仕様の検証に必須となっている。JIS Q 9000（ISO 9000）シ

リーズに従うと，品質管理システムにおいては，使用する測定機器は，トレーサビリティを確立するため

に国際的又は国内において承認された標準に対して既知の有効なつながりをもつ認証された機器に対して，

校正することが要求される。計測における基本的かつ一般的な用語（ISO/IEC Guide 99）に従うと，校正

は（量の測定値と補正された値との間の関係の確立に加えて）測定作業の最終的な結果（測定対象量）の

不確かさの評価を含む。しかし，座標測定機が実際に実施する無数の測定作業で生じる誤差を包含する不

確かさの評価方法は，しばしば複雑である。これらの場合に，座標測定機の測定作業に関連した不確かさ

について非現実的な見積りがなされるおそれがある。 

この規格の目的は，座標測定機の測定不確かさを実験によって簡単に求める方法を示すことである。こ

の実験による方法では，測定する未知の対象の代わりに，類似の寸法及び幾何学量をもった校正された測

定物又は測定標準を実際の測定と同じ方法で測定することによって，座標測定機の測定不確かさを求める。

この実験による方法の規定は，この規格の最も重要な要素である。このような不確かさ評価のための手順

の標準化は，校正及びそれ以外の測定結果に共通の認識を与える。 

この規格は，測定結果が座標測定機の指示値による場合に，測定物又は測定標準の非置換測定法に対し


